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修訂歷史 

版本 發布日期 備註 
1.0 2025 年 4 月 初版草稿 

1.1 2026 年 1 月 • 修訂歷史／頁首（第 1 頁）– 提升至 Rev 1.1 

• 測試方法（約第 10–11 頁）– 新增認證等級細

節 

• 在方法之後插入的新章節（約第 11–12 頁）

： 

• 測試環境與配置 

• 負載條件之正當理由（50 W） 

• 量測參數（RBW、掃描／QP） 

• 合格／不合格判定準則 

• 結果與解讀（約第 12 頁）– 釐清餘裕與合規

邏輯 

1.2 2026 年 2 月 • 依 ISO 16-2-1 與 16-1-x 標準新增設備要求。  



 

 

1.3 2026 年 8 月 • 量測不確定度已更新至目前的管制預算（P19

）。 

1.4 2026 年 8 月 • 修正負載條件：負載器施加 4 A 直流（12 V 下

約 48 W），先前記載為 50 瓦的直流負載。 
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定義 
 

為確保電磁發射分析的明確性，特別是在個人電腦電源供應器（PSU）合規性測試的

情境下，茲定義下列關鍵術語與概念： 
 

電磁干擾（EMI）   

EMI 係指會擾亂或劣化電子設備性能的非預期電磁能量。EMI 可能源自系統內部的來源

，也可能來自鄰近裝置等外部來源，通常分為輻射發射與傳導發射兩類 [1]。 
 

電磁相容性（EMC）   

EMC 是指電子裝置或系統能在其電磁環境中正常運作，且不會對周圍其他裝置產生無

法容忍之電磁騷擾的能力 [2]。符合 EMC 標準可確保各裝置之間不會相互干擾。 
 

傳導發射   

傳導發射是沿電源線或訊號線傳播的高頻電氣雜訊訊號。這些發射在電子設備（例如

電源供應器）內部產生，並透過市電纜線傳播。其量測頻率範圍通常為 150 kHz 至 30 

MHz。 
 

共模（CM）發射：在火線與中性線導體上以相同方向流動並經由接地返回的雜訊電流

。通常由電路與接地之間的寄生耦合所引起。 

差模（DM）發射：在火線與中性線導體上以相反方向流動的雜訊電流。通常由電源供

應器切換電路中的不對稱性所產生。 

 

輻射發射   

輻射發射是裝置直接向空氣中發射的電磁波，通常肇因於高頻切換與佈局特性。這些

發射可經由空氣耦合至鄰近設備並造成干擾。 
 

線路阻抗穩定網路（LISN）   

LISN 是用於量測傳導發射的標準化測試治具。它為電源線提供一致的阻抗（通常為 50 

Ω），並將測試設備與電源隔離。它也使電源線上存在的發射能夠由 EMI 接收機或頻譜

分析儀精確量測。 
 

CISPR (Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques)   

CISPR 是國際電工委員會（IEC）下負責制定電磁干擾控制標準的技術委員會。CISPR 32 

是其適用於多媒體設備的標準之一。 
 

EN 55032 / CISPR 32   

這些是協調的 EMC 標準，規定多媒體設備（包括個人電腦及其電源供應器）無線電騷

擾的限值與量測方法。EN 55032 [3] 是國際標準 CISPR 32 的歐洲採用版本，其中包含傳

導發射與輻射發射兩者的要求。 
 



 

 

分貝微伏（dBµV）   

這是在 EMC 量測中用以表示傳導發射與輻射發射量值的單位。它是以 1 µV 為參考基準

的對數電壓單位。 
 

交換式電源供應器（SMPS）   

SMPS 是一種利用高頻切換技術轉換電能的電源供應器，通常使用功率電晶體或 

MOSFET。雖然效率高，但切換動作會產生高頻雜訊，使 SMPS 成為重要的 EMI 來源。 

 

頻譜分析儀 / EMI 接收機   

用於量測與分析發射訊號頻率與振幅的測試儀器。EMI 接收機專為符合 EMC 測試標準

而設計，通常包含 CISPR 所規定的準峰值與平均值檢波器。 

 

準峰值檢波器   

一種用於 EMI 測試的檢波器，會同時對訊號的振幅與重複率加以加權。它由 CISPR 標準

所定義，用以模擬類比無線電接收機感知干擾的方式。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

前言 
 

電磁相容性（EMC）是電子設備設計與測試中的關鍵考量 [4]。就個人電腦（PC）電源

供應器（PSU）而言，確保其發射位於法規限值之內，對於避免干擾其他電子裝置與

系統至關重要 [5]。個人電腦電源供應器因具有高頻切換電路與寬廣的輸入電壓範圍，

可能成為重要的電磁干擾（EMI）來源。本白皮書專門探討個人電腦電源供應器在具代

表性的 4 A 直流負載下所產生的傳導發射，並採用 EN 55032 與 CISPR 32 Class B 標準所

定義的測試程序與合規準則。 
 

EN 55032 與 CISPR 32 協調一致，規範包含個人電腦電源供應器在內之多媒體設備的 

EMC 要求。這些標準同時定義了測試方法與輻射發射及傳導發射的容許限值。輻射發

射係指發射至周圍環境中的電磁場，而傳導發射則是指經由電源線傳播的非預期電磁

雜訊，可能影響連接至同一電力網路的其他設備 [6]。 
 

ATX 電源供應器廣泛應用於消費性與工業電子產品，因此必須符合電磁干擾（EMI）標

準，以確保不會對鄰近的其他裝置造成有害干擾。針對住宅環境的 EN 55032 Class B 合

規要求，ATX 電源供應器所產生的傳導發射在 150 kHz 至 30 MHz 頻率範圍內必須落在

嚴格的限值之內。這些發射使用線路阻抗穩定網路（LISN）量測，並透過各種檢波器

模式進行評估——具體而言為平均值、峰值與準峰值檢波。 

 

電磁發射的類型 
 

電子裝置的電磁發射一般分為兩大類 [7]： 
 

1. 輻射發射 
 

輻射發射是設備直接向自由空間發射的電磁波。在個人電腦電源供應器中，輻射發射

的來源通常包括： 
 

• 切換元件與變壓器（因電壓與電流的快速變化）。 

• 作為非預期天線的印刷電路板（PCB）走線。 

• 連接至電源供應器的纜線（例如交流電源線、直流輸出線）。 
 

輻射發射在複雜系統中較難以控制，並須於半電波暗室等專用環境中進行測試。 
 

2. 傳導發射 
 

傳導發射是沿電源線傳播的高頻雜訊訊號，其頻率範圍通常為 150 kHz 至 30 MHz。這

些發射源自電源供應器的切換動作，可能影響共用同一市電供電之其他裝置的運作 [8]

。其可再細分為： 
 



 

 

• 差模（DM）發射：在火線與中性線導體上以相反方向流動的雜訊電流。通常由

電能轉換電路中的不平衡或非線性所產生。 

• 共模（CM）發射：在火線與中性線導體上以相同方向流動並經由接地返回的雜

訊電流。共模發射通常源自高頻節點與接地之間的寄生電容，包括 PCB 寄生路

徑與變壓器繞組間電容。 
 

這兩種傳導發射均可能對其他電子設備造成干擾，因此抑制措施至關重要 [9]。 
 

傳導發射測試的重要性 
 

個人電腦電源供應器屬於大眾市場零組件，維持低傳導發射對於確保在眾多互連裝置

的環境中保持相容性至關重要。其中最重要的原因包括： 
 

• 法規符合性：法規機構要求設備符合特定的傳導發射限值，以將干擾風險降至

最低。 

• 系統可靠性：過高的 EMI 可能導致鄰近系統故障或性能劣化，在醫療或工業等

敏感環境中尤其如此。 

• 市場准入：產品必須通過 EMC 測試，才能在許多市場（例如歐盟、北美、亞洲

）合法銷售。 

• 品牌聲譽：EMC 合規性未達標可能導致產品召回或客戶不滿。 

 

測試標準 
 

EN 55032 是國際無線電干擾特別委員會（CISPR）所發布之國際標準 CISPR 32 的歐洲採

用版本。該標準規定額定交流市電供電電壓不超過 600 V 之多媒體設備無線電騷擾特性

的限值與量測方法。 

 

• Class A 設備：適用於住宅場所以外的所有場所。與 Class B 相比，Class A 的限值

較為寬鬆。 

• Class B 設備：適用於包括住宅在內的居住環境。與 Class A 相比，Class B 的發射

限值更為嚴格，以確保對收音機、電視機與通訊設備等敏感家用裝置的干擾降

至最低。 

• 傳導發射的頻率範圍：150 kHz 至 30 MHz。 

• 量測配置：傳導發射使用線路阻抗穩定網路（LISN）量測，該網路可標準化電

源線的阻抗，並使傳導雜訊得以精確量測。 

• 測試配置：受測設備（EUT）經由 LISN 供電，市電線路上的雜訊電壓則使用頻

譜分析儀或 EMI 接收機量測。 
 



 

 

適用的傳導發射限值（以 dBµV 表示）取決於頻率，且針對住宅環境使用的 Class B 設備

限值較低。Class B 設備適用更為嚴格的傳導發射限值（以 dBµV 量測），在較低頻率時

尤其如此，以確保與住宅射頻環境的相容性。對於面向消費市場的裝置而言，符合這

些更嚴格的限值至關重要。 

 

根據 Intel ATX Design Guide [10]，電源供應器「應符合 FCC Part 15、EN55023 與 CISPR 32 

第 5 版，在傳導發射與輻射發射兩方面均以 4 dB 餘裕達到 Class B 要求」。由於這些標

準已更新，Cybenetics 如前所述採用較新的 EN 55032 與 CISPR 32。 

檢波器類型 
 

在傳導 EMI 測試中，特別是為符合 EN 55032 等標準時，會使用多種檢波器類型來評估

受測裝置的電磁發射。最常使用的檢波器為平均值（AVG）、峰值（PK）與準峰值（

QP）。每一種都有特定用途，並採用不同的量測方式來評估裝置的發射可能如何影響

環境中的其他電子產品 [11]。 

 

峰值（PK）檢波器擷取指定頻帶內訊號的最高振幅。它對暫態立即響應，因而是非常

靈敏且快速的量測方法。峰值量測的目的是在掃描過程中快速找出最壞情況的發射位

準。它通常作為第一步，用以判定是否需要進行更深入的量測（例如準峰值）。由於

峰值量測較為寬鬆，即使部分發射接近限值，裝置往往仍能通過此項測試。 

 

另一方面，平均值（AVG）檢波器藉由計算特定時間窗內發射的平均功率位準，來平

滑短期波動。這能更好地反映發射的持續程度，特別是就其在典型使用情況下干擾其

他電子設備的可能性而言。平均值檢波器對短暫尖峰的反應較不敏感，而更著重於連

續或持續性的干擾。 
 

準峰值（QP）檢波器或許是傳導 EMI 測試中最具挑戰性的量測 [12]。它的設計不僅依

振幅、也依重複率對發射加以加權。這表示出現較頻繁的訊號所受的懲罰，會比偶發

突波更重。其背後的理由兼具心理層面與實務層面：頻繁的低位準干擾比罕見的高位

準尖峰更容易被察覺並造成困擾。準峰值檢波採用較慢的充放電響應曲線，藉以模擬

傳統無線電接收機對干擾的反應。 
 

比較各項測試的通過難度時，準峰值量測通常最為困難。這是因為它更具選擇性，且

對高振幅與高重複率兩者皆給予懲罰。即使個別突波強度不高，若裝置發出許多重複

性的雜訊突波，通過峰值測試的裝置仍可能無法通過準峰值測試。因此，在臨界情況

下，準峰值測試常被用作合規性的最終判定依據。 

 



 

 

環境條件與監控 
 

傳導發射量測於受控的實驗室環境中進行。 
 

與量測有效性相關的環境條件（包括環境電磁雜訊）在測試前均予以監控與驗證。在

整個量測頻率範圍內，環境雜訊位準應至少低於適用之 EN 55032 Class B 限值 6 dB。 

 

實驗室的環境溫度與濕度維持在實驗室品質系統所定義的範圍內，以確保量測設備正

常運作。 
 

每次測試作業均記錄環境條件。若環境條件超出所定義的限值，或發現其影響量測有

效性，應暫停測試並依實驗室品質程序實施矯正措施。 

人員能力 
 

依本程序執行的傳導發射量測，僅得由經評鑑具備能力並由實驗室正式授權的人員執

行。 
 

執行量測的人員應： 
 

• 具備 EMC 原理與傳導發射測試方面的書面訓練紀錄。 

• 接受所使用之特定量測設備與軟體操作的訓練。 

• 熟悉適用的標準（EN 55032、IEC/CISPR 16-1-x）。 

• 依實驗室能力與授權矩陣取得授權。 
 

訓練、能力評鑑與授權的紀錄保存於實驗室品質管理系統中。 

測試設備  
 

在針對 Class B 設備的典型傳導發射測試配置中，下列組件以特定方式連接，以確保量

測準確且可重複： 
 

直流負載器：TekBox TBOH02 Self Powered Active Load [13]：TBOH02 是一款精密的自供

電主動式負載。它不需要另外的供應電壓，最低可在 2V 下運作。其功能包括定電阻與

定電流模式。 
 



 

 

 
圖 1：TekBox TBOH02 

EMI 接收機：TekBox TBMR-110M EMI-Analyzer DC-110 MHz [14]：一款多功能頻譜分析儀

，用於量測傳導發射的頻率與振幅。它提供 EMI 診斷與合規性驗證所不可或缺的高解

析度頻譜資料。 
 

 

圖 2：TBMR-110M EMI-Analyzer DC-110 MHz 

線路阻抗穩定網路（LISN）：TekBox TBL5008-2C [15]：LISN 直接連接於交流市電電源與 

DUT 之間。它具有兩項主要功能：將測試配置與外部電源線雜訊隔離，並提供標準化

阻抗以進行精確的發射量測。LISN 同時將來自 EUT 的傳導雜訊導引至量測儀器。 
 



 

 

 
圖 3：TEKBOX TBL5008-2C 

測試軟體 
 

EMC View [16] 是一款易於使用的軟體工具，專為視覺化、分析與記錄 EMI 及 EMC 測試

資料而設計。它常與頻譜分析儀及 EMI 接收機搭配使用，讓使用者能即時檢視傳導發

射與輻射發射、將結果與法規限值（例如 EN 55032 Class B）比較，並產生測試報告。

其直覺化的介面使其非常適合預合規測試與完整合規性評估。 
 

 
 

圖 4：EMCView  



 

 

測試方法 
 

EMI 測試流程始於設備與配置的仔細準備，因為所涉及的儀器相當敏感，操作不當可

能造成損壞。操作人員必須先確認所有裝置均已關閉電源，且 LISN 的 Test Line 旋鈕位

於關閉位置。此項預防措施對於防止非預期的訊號流動而損壞量測儀器至關重要。確

認之後，將 ATX 電源線由 DUT 連接至直流電子負載（FA-828 ATE），該負載稍後將於測

試期間對電源供應器施加一致且受控的負載。同時，將交流電源線由 LISN 連接至電源

供應器，並特別注意正確對應火線與中性線的方向，以避免電氣故障。 
 

確認所有連接後，操作人員依特定順序為設備通電。首先開啟直流負載器，接著是 

LISN，然後是頻譜分析儀（Rohde & Schwarz FPC 1500）。後者應預熱至少 30 分鐘，以

確保性能穩定。預熱期結束後，將 DUT 通電。操作人員接著使用負載器對電源供應器

施加 4 A 的直流負載（12 V 下約 48 W），開始電源供應器在負載下的 10 分鐘預熱期，

以協助模擬真實的運作條件。 
 

系統穩定後，在連接的電腦上啟動 EMC View 軟體。該軟體用於控制頻譜分析儀並顯示

即時量測資料。在 EMC View 中，操作人員透過瀏覽裝置選單並選擇適當的連線來連接

分析儀。連線完成後，載入相關的測試檔案。此檔案包含 EN 55032 Class B 合規性所需

的預先設定量測參數與法規限值。 

 

開始傳導發射測試時，將 LISN 的 Test Line 旋鈕由關閉位置轉至「0」，即啟動量測用的

訊號路徑。首先選擇「Set 1」並開始測試以進行平均值量測。結果顯示於圖表上，其

中紅線代表平均值發射的合規限值。接著選擇「Set 2」並按下開始，執行峰值量測。

此圖中的藍線表示峰值發射限值。若電源供應器通過峰值測試，測試流程即可於此結

束。然而若未通過，操作人員必須載入適當的測試檔案並重複相同流程，以執行準峰

值量測。 

 

在整個測試過程中，EMC View 軟體提供合規性的視覺化指示，任何未通過的項目均清

楚標示於圖表下方。使用者可選擇切換量測限值線的顯示以提高清晰度，亦可透過裝

置選單編輯測試報告屬性。完成後，將圖表與軌跡匯出至指定資料夾以儲存結果，並

列印或儲存為影像檔以供文件記錄之用。 
 

關機流程必須謹慎執行以保護設備。首先將 LISN 的 Test Line 旋鈕轉回關閉位置。接著

停止直流負載，然後將 DUT 斷電。這些組件關閉後，其餘裝置——LISN、頻譜分析儀

與直流負載器——可依任意順序關閉。此結構化程序可確保 EMI 量測準確，同時維護

測試設備的安全性與使用壽命。 

方法確認與驗證 
 

本傳導發射量測方法已依 ISO/IEC 17025:2017 第 7.2.2 條完成驗證與確認，以確認其適

用於預期用途。 



 

 

 

方法驗證活動包括： 
 

• 確認量測配置、儀器、檢波器特性、解析頻寬與頻率範圍符合 EN 55032 及 

IEC/CISPR 16-1-x 的要求。 

• 使用已知的參考訊號與儀器自我測試功能，驗證檢波器（峰值、平均值、準峰

值）實作正確。 

 

• 在相同測試條件下對具代表性的電源供應器進行多次量測以評估重複性，證明

結果的穩定性落在實驗室所聲明的量測不確定度範圍內。 

 

方法確認活動包括： 
 

• 評估實驗室內部的量測重複性與再現性。 

• 比較具代表性裝置的歷史量測資料，以確認結果的一致性。 

• 技術審查以確認所選定的負載條件與量測參數代表傳導發射的保守最壞情況條

件。 
 

方法驗證與確認的紀錄保存於實驗室品質系統中。本方法被認定適用於 150 kHz 至 30 

MHz 頻率範圍內的傳導發射量測。 

結果 
 

合規的 ATX 電源供應器在所有相關頻帶中的發射位準均必須低於所定義的限值。這些

限值與頻率相關，通常隨頻率升高而降低。結果以圖形方式顯示於 EMC View 軟體中，

其中發射值（以 dBµV 量測）相對於頻譜繪製。圖中的水平線代表法規限值：紅線為平

均值限值，藍線為峰值限值。若發射軌跡完全位於這些線之下，則該裝置在此測試模

式下視為合規。 
 

依據 Intel Design Guide，評估階段通常會套用 4 dBµV 的餘裕，以在量測到的發射位準

與法規限值之間提供緩衝區間。此餘裕考量了在認證實驗室進行正式合規測試時可能

出現的量測不確定度、環境變異與重複性差異。例如，若某一發射的量測值為 44 dBµV

，而該頻率的限值為 48 dBµV，則結果解讀為「以 4 dBµV 餘裕通過」。此緩衝可提供

信心，即使測試條件略有變化，產品在更嚴格的認證環境下仍可能符合要求。  

 



 

 

 
圖 5：以 4 dBµV 餘裕通過的範例 

若任何發射峰值超過含 4 dBµV 餘裕的限值，該項目會被標記以供進一步分析。雖然該

裝置在技術上仍可能通過測試，但通常建議最佳化設計或改善屏蔽以降低發射，特別

是在產品接近量產階段時。 

 

峰值量測快速且可捕捉最高的發射位準，平均值量測評估連續性雜訊位準，而準峰值

量測則同時評估發射的強度與出現頻率，提供貼近實際的折衷結果。準峰值通常在 

DUT 未通過測試後執行。它最為嚴苛，因為更貼近干擾對真實世界無線電與電子系統

的影響方式，且常成為合規性合格／不合格結果的決定因素。 
 

表 1 列出傳導發射的官方限值 [17]： 

 

EN55032 / CISPR 32 限值 dB(μV) 

頻率範圍 (MHz) 準峰值 平均值 

0.15 - 0.50 66 至 56 56 至 46 

0.50 - 5 56 46 

5 - 30 60 50 

表 1：傳導發射限值 

文件管制 
 

本文件為 Cybenetics Ltd. 品質管理系統內的管制程序。 

 

• 本文件目前的修訂狀態標示於封面頁及修訂歷史表中。 

• 僅得使用最新核准的修訂版本執行測試活動。 

• 非管制或失效的副本不得用於認證測試。 

• 除另有說明外，列印副本視為非管制文件。 

 

本文件的變更於發行前，依實驗室的文件管制程序由授權人員審查並核准。 

結語 
 

傳導發射是電磁相容性測試的重要環節，在個人電腦所使用的交換式電源供應器中尤

其如此。透過遵循 EN 55032 與 CISPR 32 等標準，設計者與製造商可確保其產品在典型

使用環境中不會造成過度干擾。  
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附錄 A – 認證等級測試條件（規範性） 

A.0 量測設備與儀器 

 

依本程序用於傳導發射量測的所有設備，均應符合 IEC/CISPR 16-1 系列的適用要求，具

體而言為 IEC/CISPR 16-1-1、IEC/CISPR 16-1-2 及相關的 IEC/CISPR 16-1-x 部分。設備應適

用於 150 kHz 至 30 MHz 頻率範圍內的量測，並依實驗室品質系統操作。 

 

A.1 測試環境與配置 

 

所有傳導發射量測均於受控的實驗室環境中，使用符合 IEC/CISPR 16-1-2 的單相 50 µH / 

50 Ω LISN 進行。 

LISN 搭接至實驗室參考接地平面。量測分別在火線與中性線導體上進行。 
 

測試前須驗證環境雜訊位準，在整個頻率範圍內應至少低於適用之 EN 55032 Class B 限

值 6 dB。 

 

A.2 量測儀器 

A.2.1 量測接收機 / 頻譜分析儀 
 
(IEC/CISPR 16-1-1) 



 

 

 

傳導發射應使用符合 IEC/CISPR 16-1-1 的 EMI 量測接收機或頻譜分析儀進行量測。 
 

量測儀器應提供： 
 

• 涵蓋 150 kHz 至至少 30 MHz 的頻率範圍 

• 符合 CISPR 要求的 9 kHz 解析頻寬（RBW） 

• 依 CISPR 時間常數實作的峰值（PK）、平均值（AVG）與準峰值（QP）檢波器 

• 50 Ω 輸入阻抗 

• 足夠的動態範圍，以避免量測期間發生過載或壓縮 

 

若使用頻譜分析儀取代專用的 EMI 接收機，應證明其與 IEC/CISPR 16-1-1 功能要求的等

效性並予以記錄。 
 

A.2.2 線路阻抗穩定網路（LISN） 
 
(IEC/CISPR 16-1-2) 
 

所有傳導發射量測均應使用符合 IEC/CISPR 16-1-2 的線路阻抗穩定網路（LISN）。 
 

LISN 應： 
 

• 提供 50 µH / 50 Ω 的標準化阻抗 

• 涵蓋 150 kHz 至 30 MHz 的頻率範圍 

• 包含 50 Ω 量測埠 

• 在受測設備（EUT）與市電供電之間提供隔離 

• 搭接至實驗室參考接地平面 
 

除非另有正當理由並予以記錄，量測應分別在火線與中性線導體上進行。 
 

A.2.3 射頻纜線與輔助組件 
 
(IEC/CISPR 16-1-x) 
 

量測鏈中使用的所有射頻纜線、衰減器、轉接頭與輔助組件，均應符合 IEC/CISPR 16-1-

x 的適用部分。 
 

輔助射頻組件應： 
 

• 具有 50 Ω 的特性阻抗 

• 在量測頻率範圍內呈現穩定且已知的插入損耗 

• 適用於傳導發射量測 

• 數量應盡量減少，以降低量測不確定度 
 



 

 

適用時，與頻率相關的損耗應納入實驗室的不確定度評估中。 
 

A.3 負載條件之正當理由 

 

傳導發射測試期間對電源供應器施加恆定的 4 A 直流負載。 

已知低負載運作條件會因不連續導通模式（DCM）、叢發模式運作與功率因數校正過

渡區，而在現代交換式電源供應器中激發最壞情況的 EMI 行為。 
 

因此，在 4 A 下進行測試代表傳導發射評估中保守且可重複的最壞情況條件。 
 

A.4 量測參數 

 

量測依 IEC/CISPR 16 於 150 kHz 至 30 MHz 頻率範圍內使用 9 kHz RBW 進行。 

 

峰值與平均值量測可使用連續掃描模式進行。 

準峰值量測採用步進頻率掃描，並具備足夠的駐留時間以使檢波器穩定。 

 

A.5 合格／不合格判定準則 

 

依據 Intel ATX v3.x 規範，若所有量測到的發射位準在套用 4 dBµV 工程餘裕後仍低於適

用之 EN 55032 Class B 限值，則受測裝置（DUT）視為合規。此規定僅適用於 ATX v3.x 

測試。  
 

若峰值或平均值量測超過限值減去餘裕後的數值，應執行準峰值量測。未能符合準峰

值限值即構成不合規結果。 

 

當傳導發射量測於實驗室的認證範圍內執行時，與 EN 55032 Class B 限值的符合性，係

依實驗室核准的判定規則並基於所聲明的擴展不確定度進行評估。 
 

本程序中所提及的工程餘裕用於內部評估與預合規評估。認證下的正式符合性聲明，

僅依實驗室判定規則與適用的不確定度預算發出。 
 

A.6 校準、驗證與追溯性 

 

所有關鍵量測設備，包括 EMI 接收機、LISN 及適用的射頻組件，均應依規定的週期進

行校準，並可追溯至國家或國際標準。 
 

測試前應執行功能驗證，包括： 
 

• 儀器自我測試 

• LISN 搭接與連續性檢查 



 

 

• 環境雜訊驗證 
 

發現超出規定容差的設備不得用於合規或預合規量測。 
 

本附錄所定義的設備與配置可確保符合 IEC/CISPR 16-1-1、IEC/CISPR 16-1-2 及適用之 

IEC/CISPR 16-1-x 部分的儀器要求，並適用於依 EN 55032 / CISPR 32 進行的傳導發射測

試。 

附錄 B – 量測不確定度與不符合性免責聲明 

B.1 量測不確定度 

傳導發射量測存在固有的量測不確定度，其來源包括儀器容差、LISN 阻抗變異、纜線

擺放位置、接地、環境雜訊與重複性效應。雖然本程序遵循 CISPR 16 與 EN 55032 的建

議作法，但測試期間所得的數值結果代表在所定義測試條件下真實發射位準的最佳估

計值。 

對於在實驗室 ISO/IEC 17025 認證範圍內執行的量測，適用附錄 C 所述的擴展不確定度

，並依實驗室判定規則使用。本程序其他章節所提及的 4 dBµV 工程餘裕僅為預合規篩

檢的輔助工具；它並非不確定度預算的替代品，且不適用於認證結果。 

B.2 不符合性與免責聲明 

使用本程序所得的結果，可用於內部工程評估、預合規評估，以及在 Cybenetics Ltd. 的 

ISO/IEC 17025 認證範圍內執行時的認證測試活動。正式的符合性聲明僅在所有量測均

於實驗室的認證範圍、經核准的不確定度預算及受控品質系統下執行時方得發出。 

當量測於認證範圍之外執行時，結果應僅視為工程資料。對於基於非認證測試結果所

做出的法規決定，Cybenetics Ltd. 不承擔任何責任。 

  



 

 

附錄 C – 量測不確定度預算（認證） 

Cybenetics Ltd. 所採用的傳導發射量測不確定度，係源自內部不確定度預算工作表 P19-

F03 ΕΜΙ（22-04-2026）及對應的估算報告 P19-F01（10-05-2026），該等文件依 ISO/IEC 

17025 與 CISPR 16 原則制定。合成標準不確定度為 uc = 1.18 dB。 

對於在 150 kHz 至 30 MHz 頻率範圍內以 dBµV 表示的傳導發射量測，其擴展不確定度評

估為： 

擴展不確定度（U，k=2）：±2.35 dB 

此擴展不確定度對應約 95% 的信賴水準。當測試於實驗室的認證範圍內執行時，應依

實驗室判定規則套用此不確定度值。 

 


